WYDZIAL. ELEKTRONIKI
KIERUNEK: ELEKTRONIKA

ROZKEAD ZAJEC rox s 3

STUDIA STACJONARNE | STOPNIA ROK AKAD. ZIMA 2016/2017

|1 potok

Ilo$¢ osob

Grupa |7° 8° [|8® 9% [|9* 10° |10® 11 |11 12 |12 13% |13® 14% |14® 15° [15® 16" |16 16 17 17 |18%° 18® |18® 19* |19  20® |w grupie
ETEWOI0  Podst. przet. syg. FZP2079 L  (10.10-05.12) AREWO001 lab AREWO001 lab
EKEK 004 s.L.33C-16 010 . ETEW 010  Podst. przet. syg. . .
Multimedia EKEK lab. PodstTizeL g Fizyka 3.1 ETEW009W 5. 133C-16 010 Podst. aut. i rob s. 010, Podst. aut. i rob s. 010,
v [ Multimedia o s. 51 A-1 (7 grup) INZYNIERSKIE DR pre g 022,322/323, 125 022,322/323, 125
= ' S o o ZASTOSOWANIA — 320C-3L1.2,L15 lab  [320C-3L1.2,L15C lab
HJ i Elektromagnetyzm i Elektromagnetyzm STATYSTYK' i Elektromagnetyzm AREWOO]_ AREWOO]_
ﬂ o s 304 o s e s.201C-1 o s 3104 Podst.autom. i rob. Podst.autom. i rob.
2 e 004 - 010, 322/323, 022,125 . 010, 322/323, 022,125 170
= Multimedia EKEK 004 w 320 C<3. L1.5 C-15 320 .L15C-15
—1 | Ultimedia
Z | 5. A0.1 C-16
2 EKEKO009 Miernictwo 3, ¢w. | EKEKO09 Miernictwo 3, lab.
s. 12 E-1 s.2,3E-1
FZP2079 L (11.10-06.12) ETEWOL  Podstpretsyg EKEK 003 Elektromagnetyzm EKEKO009 Miernictwo 3, ¢w. EKEKO009 Miernictwo 3, lab.
Fizyka 31 lab. Lasc Podst-przet. syg Cw 5.31C-4 ETEK004 W s. 12 E-1 S. 2, 3 E-1
v s. 51 A-1 (5 grup) —
m TECHNIKA 17.10 ETEWO13 Technika nalogowa, .
o CYFROWA 1 lab. ETEW 013
O s. 247A, BC-4 Technika analogowa,
c $.201C-1 w . S.247A,BC-4
; EKEKO009 Miernictwo 3, ¢w. EKEKO009 Miernictwo 3, lab.
s. 12 E-1 s.2,3E-1
E/lﬁiﬁw(e)gfa EKEK 004 AREW001 . lab ETEWO010W EKEKE?B'iTUmaQ”etyzm
| imedia Podst. aut. i rob s. 010, ETEKO022 W Cw 5.31C-4
5. AD.1 C-16 022,322/323, 125
320C-3L1.2,L15€-15 lab
< AREW001 PODSTAWY TECHNIKA
a Podst.autom. i rob. PRZETWARZANlA ANALOGOWA
o 5. 010, 322/323, 022,125 SYGNALOW
& C-3.L15C-15
2 s.201C-1 w
EKEK 004 s.201 C-1 w
Multimedia EKEK 004
| timedia
| s. A0.1 C-16
ETEWO010  Podst, preet, su. EKEKO009 Miernictwo 3, ¢w. | EKEK009 Miernictwo 3, 1ab. | grewon  podst. preet. syo. AREWO001 lab AREWO001 lab
5.133C-16 TEWO010 12 E-1 2 3E-1 5.13.3C-16 EW010 Podst. aut. i rob s. 010, Podst. aut. i rob s. 010,
lab odst .przet. syg S. S. ’ lab przet. syg
v ' s 133C-16 ' 5. 13.3C-16 022,322/323, 125 022,322/323, 125
w REWO001 W 320C-3 L1.2, L1.5€-15 lab 320C-3 L1.2, L1.5 €15 lab
E PODSTAWY | EKEK009 Miernictwo 3, lab. | EKEK009 Miernictwo 3, éw. AREW001 AREW001
< AIR|s 2 3E-1 s. 12 E-1 Podst.autom. i rob. Podst.autom. i rob.
; s.201C-1 Y ' s. 010, 322/323, 022,125 s. 010, 322/323, 022,125
N w C-3.L15C-15 C-3.L15C-15
O ETbEWOB Technika nalogowa, FZP2079 L (13.10-06.12)
ab. Fizyka 3.1
s 247A BC s.51 A-1 (1 grup)

PIATEK

11.15 ETEWO013 Technika nalogowa,
lab.
s.247A, BC-4

Technika analogowa,
lab., s.247A, B C-4

ETEW 013




